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DESCRIPCION
Aparato para el control con una sola mano de funciones de microscopio
SECTOR TECNICO DE LA INVENCION

La invencion esta relacionada con un aparato para el control de microscopios, y en particular con un aparato de
control de microscopios con una sola mano.

ANTECEDENTES

En la industria médica, existe a menudo la necesidad de que un técnico de laboratorio, por ejemplo un citélogo,
examine en una muestra citolégica la presencia de tipos especificos de células. Una técnica citoldgica habitual es
una prueba de Papanicolau, que implica raspar células del cuello uterino de una mujer y analizar las células para
detectar la presencia de células anormales, un precursor de la aparicion del cancer cervical. Se utilizan técnicas
citoldgicas asimismo para detectar células anormales y enfermedades en otras partes del cuerpo humano. Las
muestras citolégicas obtenidas se ponen a menudo en solucién y a continuacién se recogen y transfieren a un
portaobjetos de vidrio para su visualizacién con aumento. Habitualmente se aplican soluciones de fijacion y tincién a
las células en el portaobjetos de vidrio, lo que se denomina a menudo frotis celular, para facilitar el examen y para
conservar la muestra con propésitos de archivo.

Las muestras preparadas se examinan utilizando un microscopio, tal como el microscopio 100 mostrado en general
en las figuras 1A-B, que incluye habitualmente una platina 110 acoplada a un cuerpo o armazon 101 y que tiene una
superficie superior 112 que soporta un portamuestras 200 que lleva una muestra biolégica 202 (por ejemplo, tal
como se muestra en la figura 2). Estan dispuestas una o varias perillas de control para permitir al usuario mover la
platina 110. Tal como se muestra en las figuras 1A-B, el microscopio 100 puede tener una perilla de control coaxial
120 que incluye una primera perilla 121 para mover la platina 110 en una direccién (por ejemplo, direccion "x") y una
segunda perilla 122 coaxial con la primera perilla 121 para mover la platina 110 en una direccion diferente (por
ejemplo, direccion "y"). Una fuente de luz 130, tal como una fuente de luz halégena de tungsteno, esta situada por
debajo de la platina 110 para iluminar la muestra 202. Lentes de objetivo 140 forman una imagen ampliada de la
muestra 202, y un citélogo puede ver la imagen ampliada a través de una lente ocular 150. Se pueden realizar
ajustes de enfoque utilizando otra perilla coaxial de control 160 para ajustar el enfoque, por ejemplo, moviendo la
platina 110 en una direccidn "z". Una perilla de control 160 habitual incluye una primera perilla 161 que se utiliza
para ajustes finos de enfoque o de platina 110 en la direccién "z", y una segunda perilla 162 que se utiliza para
ajustes de enfoque grueso. Se describen otros aspectos de componentes de microscopios en la publicacion U.S.A.
ndmero 2007/0139638 Al.

Se han utilizado asimismo dispositivos de vision artificial y sistemas automatizados para obtener y analizar imagenes
de muestras bioldgicas. Un sistema automatizado conocido 300 mostrado en la figura 3 incluye una estacién o
microscopio de formacién de imagenes automatizado 310, un servidor de procesamiento 320 y una estacion de
examen automatizado 330.

Una estacion de formacion de imagenes conocida 310 incluye una camara 312 que obtiene imagenes de una
muestra 202 en un portaobjetos 200 soportado mediante una platina motorizada 314 y observado a través de un
microscopio de formacion de imagenes 316 o "visualizador de formacion de imagenes" 316. Los datos de imagen
318 generados por la camara 312 se proporcionan al servidor 320 que incluye uno o varios procesadores 321 a 323
(denominados en general procesador 321) y una memoria 324 para procesar datos de imagen 318 y almacenar
resultados del procesamiento, que se proporcionan a la estaciéon de examen 330. En algunos sistemas de
presentacion automatizada, el procesador 321 diferencia entre material biolégico normal, y anormal o sospechoso,
dentro de cada muestra 202. Es decir, el procesador 321 utiliza informaciéon de diagnéstico para determinar la
mayoria de los objetos biolégicos pertinentes y sus posiciones (por ejemplo coordenadas x-y) en el portaobjetos 200.
En un sistema, por ejemplo, el servidor 320 procesa datos de imagen 318 para identificar "objetos de interés" (OOl,
objects of interest) en los datos de imagen 318. Los OOl pueden adoptar la forma de células individuales y grupos
de células de la muestra 202. Se pueden organizar uno o varios OOl 710 dentro de un limite definido de campos de
visién o campos de interés (FOI, Fields of Interest), que se pueden definir mediante diversas geometrias para incluir
diferentes cantidades de OOI 710 e identificarse en base a coordenadas (x,y). Un sistema automatizado conocido
identifica 22 FOI. Se describen aspectos adicionales de OOl y FOI en las patentes U.S.A. nimeros 7.083.106 y
2004/0254738.
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El procesador 321 puede estar configurado para clasificar OOI identificados, en base a la medida en que ciertas
células u objetos presentan riesgo de tener una condicién anormal tal como neoplasia o pre-neoplasia. El
procesador 321 puede evaluar en los OOI su densidad 6ptica nuclear promedio o integrada, y clasificar los OOl en
funcién de los valores de densidad éptica. La informacion de OOI/FOI se puede almacenar para su procesamiento
posterior, examen o analisis utilizando la estaciéon de examen 330. Un microscopio de examen 336 conocido avanza
automaticamente a las posiciones de los FOI 22 de tal modo que el citélogo puede examinar los OOI en cada FOI.
En un sistema automatizado, la estacion de examen 330 incluye una palanca de mando de tipo ratén que se utiliza
para navegar por el portaobjetos 200. Por ejemplo, un sistema incluye botones, "SIGUIENTE" y "ANTERIOR" que se
utilizan para navegar a los FOI siguiente y anterior. Durante el examen, el citélogo puede marcar electrénicamente
OOl que tienen atributos consistentes con células malignas o pre-malignas para su examen posterior por un
patélogo, pulsando un boton "MARCAR" para identificar un OOI particular, por ejemplo, mediante coordenadas (X,y).
Se puede utilizar un botén "OBJETIVO" para cambiar el aumento del objetivo.

En algunos otros sistemas, una platina motorizada esta retroadaptada a un microscopio conocido, por ejemplo, tal
como se muestra en las figuras 1A-B, y se pueden utilizar perillas coaxiales de control, que son iguales o similares a
las perillas de control 121, 122 mostradas en las figuras 1A-B, para posicionar la platina 110. En ciertos sistemas
conocidos, se controlan funciones de examen automatizado utilizando un ratén de escritorio/interfaz grafica de
usuario y un conmutador de pedal que es manipulado por un citélogo para avanzar a través de diferentes campos de
visién o campos de interés.

La figura 4 muestra otro mecanismo de control 400 para un microscopio automatizado que incluye una base 410, un
soporte vertical 420 que se extiende desde la base 410, un soporte lateral 430 y mdltiples perillas giratorias 441a-c
acopladas a uno o varios soportes 420, 430. Se utilizan dos perillas giratorias 441a, 441b para controlar el
movimiento de la platina en las direcciones "x" e "y", y se utiliza una tercera perilla giratoria 441c para controlar el
enfoque controlando el desplazamiento de la platina en la direccion "z". El control de otros parametros y
configuraciones de microscopio (tal como el brillo) se consigue utilizando uno o varios pulsadores 444a-d en la base

410.

Aunque en general se han utilizado eficazmente componentes y sistemas de presentacién automatizada conocidos
para controlar microscopios, estos se pueden mejorar. Un microscopio de examen habitual esta configurado de tal
modo que el cuerpo de un citélogo esta situado de una cierta manera para tener una cierta postura para una
posicion sentada comoda mientras examina muestras a través de lentes oculares. En esta posicion, a menudo se da
el caso de que los brazos del citélogo estan extendidos para proporcionar soporte y una postura adecuada, lo cual
es particularmente importante durante sesiones de examen prolongadas.

Sin embargo, los mecanismos de control conocidos requieren habitualmente que un citélogo utilice diferentes
componentes de control que estan situados en posiciones diferentes. Con dichas configuraciones del sistema, un
citélogo puede palpar el entorno para localizar los controles mientras mira a través de la lente ocular para examinar
la muestra, o puede ser necesario que aparte la vista de la lente ocular y de la muestra para localizar los controles,
manipularlos a efectos de realizar los ajustes requeridos, devolviendo a continuacién sus ojos a las lentes oculares
para continuar el examen de la muestra. Por ejemplo, en un sistema conocido que incluye dispositivos
independientes de control de la platina y de control de la palanca de mando/examen, un citlogo tiene que apartar la
vista de la muestra, localizar dispositivos independientes de control de la platina y de tipo palanca de mando,
manipular la palanca de mando, y volver a continuacién a la lente ocular para continuar con el examen de la
muestra.

Ademas, algunos citélogos pueden no estar cémodos con controles de sistemas de examen que se proporcionan
mediante un sistema automatizado. En estos casos, si un citblogo observa células que parecen sospechosas y
requiere un examen adicional, puede retirar un portaobjetos del visualizador de examen, colocar el portaobjetos en
un microscopio manual independiente, por ejemplo, tal como se muestra en las figuras 1A-B, y examinar la muestra
utilizando el microscopio independiente que incluye controles coaxiales (x,y) de la platina y del enfoque, tal como se
muestra en la figura 1. Un cit6logo puede evitar utilizar controles extrafios de examen con esta técnica, pero esto no
es comodo, requiere equipamiento adicional, requiere que el citélogo aparte la vista del visualizador de examen
automatizado y se desplace a otro microscopio, y aumenta el tiempo necesario para completar el examen de la
muestra.

COMPENDIO

La presente invencion se refiere a un microscopio que comprende un aparato para controlar el microscopio segun
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las reivindicaciones adjuntas.

El aparato para una sola mano para controlar un microscopio incluye dos controladores giratorios. El primer
controlador giratorio estd configurado para su manipulacion mediante una sola mano de un operario a efectos de
ajustar la posicion de una platina del microscopio. El segundo controlador giratorio esta configurado y dispuesto con
respecto al primer controlador giratorio para su manipulacion mediante un dedo extendido de dicha Gnica mano, a
efectos de examinar partes identificadas previamente de una muestra biolégica mientras la mano permanece en
contacto con el primer controlador giratorio.

De acuerdo con otra realizacién, un aparato para una sola mano para controlar un microscopio incluye dos
controladores giratorios acoplados al microscopio y situados junto a una platina del microscopio. El primer
controlador giratorio incluye dos elementos de control giratorios. El primer elemento de control giratorio esta
configurado para su manipulaciéon mediante un pulgar de una sola mano de un operario a efectos de desplazar la
platina del microscopio en una primera direccién. El segundo elemento de control giratorio es coaxial con el primer
elemento de control giratorio y esta configurado para su manipulacion mediante un primer dedo de dicha Unica mano
a efectos de desplazar la platina del microscopio en una segunda direccion diferente. El segundo controlador
giratorio esta configurado y dispuesto con respecto al primer controlador giratorio para su manipulacién mediante un
segundo dedo extendido de dicha Unica mano a efectos de examinar de manera controlable partes identificadas
previamente de una muestra biolégica, mientras dicha Unica mano permanece en contacto con el primer controlador
giratorio.

El aparato para una sola mano para controlar un microscopio incluye un primer controlador configurado para su
manipulacion mediante una sola mano de un operario a efectos de ajustar una posicion de una platina del
microscopio, y un segundo controlador configurado para su manipulaciéon mediante un dedo extendido de dicha
Unica mano a efectos de examinar de manera controlable partes identificadas previamente de una muestra bioldgica,
mientras dicha mano permanece en contacto con el primer controlador.

De acuerdo con otra realizacién alternativa, un sistema automatizado de examen de muestras incluye un
microscopio, un dispositivo de procesamiento acoplado operativamente al microscopio y asociado con una pantalla y
configurado para presentar en la pantalla una serie de iconos a un usuario, y un aparato controlador para una sola
mano. El aparato controlador para una sola mano incluye dos controladores giratorios. El primer controlador giratorio
esté configurado para su manipulacion mediante una sola mano de un operario a efectos de ajustar la posicion de
una platina del microscopio, y el segundo controlador giratorio esta configurado y dispuesto con respecto al primer
controlador giratorio para su manipulacion mediante un dedo extendido de dicha Unica mano a efectos de
seleccionar un icono presentado en la pantalla del dispositivo de procesamiento.

En una o varias realizaciones, un primer y un segundo controladores giratorios se extienden de manera
sustancialmente vertical desde el microscopio y son giratorios alrededor de ejes de rotacion sustancialmente
paralelos. El primer controlador giratorio puede ser un componente coaxial que incluye dos elementos de control
giratorio. El primer elemento de control giratorio esta configurado para desplazar la platina del microscopio en una
primera direccion, por ejemplo, mediante la manipulacién del primer elemento de control giratorio mediante el pulgar
de la mano del operario. El segundo elemento de control giratorio, que es coaxial con el primer elemento de control
giratorio, puede estar configurado para desplazar la platina del microscopio en una segunda direccion diferente a la
primera direccién, por ejemplo, mediante la manipulacién del segundo elemento de control giratorio mediante por lo
menos un dedo de la mano.

En una o varias realizaciones, el segundo controlador giratorio esta configurado y dispuesto con respecto al primer
controlador giratorio para su manipulacion mediante un dedo indice extendido de dicha Unica mano, y el primer
controlador giratorio puede estar configurado para su manipulacion mediante un dedo indice de la mano del operario
mientras el dedo indice no esta extendido. Ademas, en una o varias realizaciones, el segundo controlador giratorio
puede estar configurado para su manipulacién mediante un dedo extendido diferente a dicho por lo menos un dedo
que se utiliza para la manipulacién del primer controlador giratorio.

En una o varias realizaciones, el segundo controlador giratorio que esta configurado y dispuesto para su
manipulacion mediante un dedo extendido es una rueda de desplazamiento o un codificador giratorio. Con esta
configuracion, la posicion de la rueda de desplazamiento determina qué parte identificada previamente de la muestra
se presenta al operario. Un operario puede hacer girar la rueda de desplazamiento para desplazarse a través de
diferentes partes o campos de interés. Ademas, en una o varias realizaciones, un aparato de control para una sola
mano puede incluir un conmutador asociado con el segundo controlador giratorio, tal como una rueda de
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desplazamiento. El conmutador esta configurado para su accionamiento como resultado de la aplicacion de fuerza y
desplazamiento del segundo controlador giratorio mediante el dedo extendido del operario, para marcar
electronicamente una parte identificada previamente de la muestra bioldgica. Por ejemplo, el segundo controlador
giratorio y el conmutador pueden estar configurados de tal modo que el conmutador se activa mediante un
desplazamiento lateral o vertical del segundo controlador giratorio.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Se hace referencia a continuacioén a los dibujos, en los que los numerales de referencia iguales representan partes
correspondientes, y en los cuales:

la figura 1A es una vista frontal de un microscopio conocido;
la figura 1B es una vista lateral de un microscopio conocido;
la figura 2 es una vista en perspectiva de un porta de muestras bioldgicas conocido;

la figura 3 muestra esquematicamente un sistema conocido de formacién de imagenes y examen de muestras
bioldgicas;

la figura 4 muestra un mecanismo de control conocido de un microscopio;

la figura 5 muestra un aparato de control de microscopio para una sola mano fabricado segin una realizacion de la
invencion;

la figura 6 muestra cémo se puede desplazar una platina del microscopio utilizando la realizacién de la figura 5;

la figura 7 muestra como se pueden controlar funciones de examen de un visualizador de examen extendiendo un
dedo para manipular un elemento de control de la realizacién de la figura 5;

la figura 8 muestra un aparato de control de microscopio para una sola mano fabricado segun otra realizacién de la
invencion;

la figura 9 es un diagrama de flujo que muestra un procedimiento de control de un microscopio, de acuerdo con otra
realizacion de la invencion;

la figura 10 muestra cédmo se puede desplazar una platina del microscopio utilizando la realizacién de la figura 8;

la figura 11 muestra cémo se pueden controlar funciones de examen de un visualizador de examen extendiendo un
dedo para manipular un elemento de control de la realizacion de la figura 8;

la figura 12 muestra como un usuario puede marcar electronicamente una parte de una muestra, de acuerdo con
otra realizacion de la invencion;

la figura 13 muestra ejemplos de objetos de interés de una muestra bioldgica;

la figura 14 muestra cémo se pueden utilizar realizaciones de la invencién para desplazarse a través de campos de
interés para visualizar objetos de interés mostrados en la figura 13.

la figura 15 muestra como se pueden utilizar realizaciones de la invenciéon para marcar partes de una muestra
biol6gica mostrada en la figura 13;

la figura 16 muestra un sistema de microscopio fabricado de acuerdo con una realizacion de la invencion, en el que
se manipulan controles de enfoque con una mano y se manipulan controles de platina y examen con la otra mano;

la figura 17 muestra un sistema integrado de formacion de imagenes y examen, en el que se pueden implementar
realizaciones de control de microscopio de la invencion;

la figura 18 muestra un aparato de control de microscopio para una sola mano fabricado de acuerdo con otra

5



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2543721 T3

realizacién de la invencién, que permite que un elemento de control sea manipulado mediante un pulgar y otro dedo
de una mano de un usuario para controlar funciones de examen;

la figura 19 muestra un aparato de control de microscopio para una sola mano fabricado de acuerdo con otra
realizacion de la invencién, en el que un segundo controlador para controlar funciones de examen esta encerrado,
por lo menos parcialmente, en el interior de un receptaculo;

la figura 20A muestra un sistema de microscopio que incluye un aparato de control de microscopio fabricado de
acuerdo con otra realizacion de la invencion, y acoplado operativamente a un ordenador; y

la figura 20B muestra cdmo se pueden utilizar realizaciones de la invencion para desplazarse a través de iconos
visualizados en el ordenador mostrado en la figura 20A.

DESCRIPCION DETALLADA DE REALIZACIONES MOSTRADAS

Haciendo referencia a la figura 5, un aparato 500 construido segun una realizacion para el control de un microscopio,
tal como un microscopio de examen automatizado 336 mostrado en la figura 3 u otro visualizador de examen similar,
incluye dos controladores independientes 510, 520, que son un controlador de la platina y un controlador de
examen, configurados y dispuestos en proximidad entre si de tal modo que pueden ser manipulados por la misma
mano de un citélogo o usuario (denominado en general "usuario") para controlar diferentes funciones del visualizador
de examen 336. Se debe entender que las realizaciones del aparato de control 500 se pueden utilizar con diversos
visualizadores de examen automatizados, que incluyen el visualizador de examen automatizado 336 mostrado en
general en la figura 3 y otros visualizadores de examen automatizados. Para facilitar la explicacién, se hace
referencia al visualizador de examen 336, y a componentes que son iguales o similares a componentes del
microscopio 100 mostrado en las figuras 1A-B, para describir realizaciones de aparatos que pueden ser utilizados
para controlar con una sola mano mudltiples funciones diferentes del visualizador de examen 336.

En la realizacion mostrada en la figura 5, ambos controladores 510, 520 estan acoplados a la platina del microscopio
334 a través de una interfaz de control 530. Cada controlador 510 puede tener su propia interfaz de control
asociada, pero se hace referencia a una sola interfaz de control 530 para facilitar la explicacién y la ilustracién. El
primer controlador 510 estd4 acoplado operativamente a motores 540a-b o a otros controladores a través de la
interfaz de control 530 para desplazar la platina 334. El segundo controlador 520 esta acoplado operativamente al
visualizador de examen 336 (por ejemplo, un procesador, memoria u otro componente) a través de la interfaz de
control 530 para controlar funciones de examen del visualizador de examen 336 mientras un usuario examina una
muestra 202. La interfaz de control 530 puede incluir uno o varios motores, procesadores, conmutadores y/o otros
componentes adecuados y circuitos (no mostrados para facilitar la ilustracion) para implementar estas funciones.
Ciertos componentes de control pueden estar situados en el interior o en el exterior de la interfaz de control 530. Por
ejemplo, tal como se muestra en la figura 5, los motores 540a-b para desplazar la platina 336 se muestran como
componentes externos, independientes, pero pueden estar asimismo incluidos dentro de la interfaz de control 530.

Haciendo referencia ademas a las figuras 6 y 7, el aparato de control 500 esta configurado de tal modo que los
controladores independientes 510, 520 estan separados y son independientes entre si, pero lo suficientemente
proximos entre si como para que una mano 600 del usuario pueda manipular el primer controlador 510 para
desplazar la platina 334, y manipular asimismo el segundo controlador 520 para controlar funciones de examen del
visualizador de examen 336. Para este propdsito, tal como se muestra en la figura 6, los dos controladores 510, 520
estan configurados y situados de manera que el primer controlador 510 se puede manipular mediante una mano
cerrada o cerrada parcialmente 600, por ejemplo, utilizando un pulgar 610 y/o uno o varios dedos doblados o
retraidos 620a-d. El segundo controlador 520 esta configurado y situado con respecto al primer controlador 510 de
tal modo que el usuario puede extender su dedo indice 620a para manipular el segundo controlador 520. Esto se
puede realizar mientras la mano del usuario 600 permanece sobre el primer controlador 510 o en contacto con el
mismo, lo que puede servir como una posicion "propia” o "de reposo” para la mano del usuario 600.

En otra realizacion, el primer y el segundo controladores 510, 520 estan dispuestos de tal modo que un dedo
diferente, tal como el dedo 620b, se extiende para manipular el segundo controlador 520. En otra realizacién
alternativa, se pueden extender multiples dedos, tal como los dedos 620a-b, para manipular el segundo controlador
520. Para facilitar la explicacion, se hace referencia a la extension de un dedo indice 620a para manipular el
segundo controlador 520.

Tal como se muestra en las figuras 6 y 7, el usuario puede controlar ventajosamente las funciones del visualizador
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de examen 336 y los controladores 510, 520 utilizando una mano 600 y la extensién selectiva del dedo indice 620a
de la mano 600. Esto permite ventajosamente a un usuario conmutar rapida y facilmente, hacia atras y hacia
delante, entre controles de platina y controles de examen con una sola mano 600, por ejemplo con un solo dedo
620a. Estas ventajas se consiguen mientras se permite al usuario continuar mirando a través de lentes oculares 150
para enfocar la muestra 202. En una realizacion, tal como se muestra en las figuras 7 y 8, la posicion general de la
mano del usuario 600 puede permanecer inalterada mientras utiliza diferentes controladores 510, 520, excepto
cuando el dedo indice 620a se extiende para manipular el segundo controlador 520, y se dobla o se retrae cuando
no es necesario para manipular el segundo controlador 520.

Haciendo referencia a la figura 8, un aparato de control de un microscopio para una sola mano 800 construido de
acuerdo con una realizacion, y tal como se muestra en general en la figura 5, incluye un primer y segundo
controladores 510, 520 en forma de controladores giratorios 810, 820. En la realizacion, la posicion (x,y) de la platina
334 se puede controlar girando el controlador giratorio 810, y las funciones de examen del visualizador de examen
336 se pueden controlar girando el controlador giratorio 820.

En la realizacion mostrada, el primer controlador giratorio 810 es un controlador giratorio coaxial que incluye un
primer y un segundo elementos de control giratorio 811, 812. El primer elemento de control giratorio 811 se puede
girar para desplazar la platina del microscopio 334 en una primera direcciéon (por ejemplo, la direccion "x"), y el
segundo elemento de control giratorio 812, que es coaxial con el primer elemento de control giratorio 811, se puede
girar para desplazar la platina del microscopio 334 en una direccidon diferente (por ejemplo, la direccién "y"). En la
realizacién mostrada, el segundo controlador giratorio 820 incluye un solo elemento giratorio 822 que, en una
realizacién, es una rueda de desplazamiento. En la realizacién mostrada, el primer y el segundo controladores
giratorios 810, 820 se extienden sustancialmente en vertical desde la interfaz de control 830 y son sustancialmente
paralelos entre si. No obstante, se pueden configurar realizaciones de otras maneras para adaptarse a
configuraciones de sistemas, tamafios de mano y colocaciones particulares.

Haciendo referencia también a las figuras 9 y 10, un procedimiento 900 de control de un visualizador de examen
automatizado 336 que utiliza, por ejemplo, el aparato de control 800 mostrado en la figura 8, incluye desplazar la
platina del microscopio 334 en una primera direccion (por ejemplo, la direccién "x") mediante hace girar el primer
elemento de control giratorio 811 del primer controlador 810 utilizando una mano durante la etapa 905 (cuando sea
necesario), y desplazar la platina del microscopio 334 en una segunda direccion diferente (por ejemplo, la direccion
"y") mediante hace girar el segundo elemento de control giratorio 812 del primer controlador 810 utilizando la misma
mano, durante la etapa 910 (cuando sea necesario). Tal como se muestra en la figura 10, las etapas 905 y 910 se
pueden llevar a cabo para colocar la platina 334 en una posicién deseada utilizando una mano cerrada o cerrada
parcialmente 600, por ejemplo, utilizando el pulgar 610 y/o un dedo indice doblado o retraido 620a.

Haciendo referencia de nuevo a la figura 9, y haciendo referencia también a la figura 11, el dedo indice 620a de la
mano del usuario 600 se extiende (por ejemplo, sustancial o totalmente extendido) para establecer contacto con el
segundo controlador giratorio 820 y manipularlo, durante la etapa 915. Durante y/o después de la etapa 915, la
mano del usuario 600 puede permanecer sobre el primer controlador 810 o en contacto con el mismo, por ejemplo,
€COMO una posicién de reposo o propia.

Durante la etapa 920, el usuario hace girar el segundo controlador giratorio 920 para controlar funciones de examen
del visualizador de examen 336. El segundo controlador giratorio 920 se gira para desplazase secuencialmente a
través de FOI identificados anteriormente, cuyas coordenadas estan identificadas previamente por el procesador
321. Durante este examen, el usuario puede identificar uno o varios OOI que deberian ser analizados en mayor
detalle por un patélogo. En este caso, durante la etapa 925, y haciendo referencia ademas a la figura 12, el usuario
puede aplicar una fuerza al segundo controlador 820, accionando de ese modo un conmutador asociado 830 en la
platina 930, y la salida del conmutador 830 se proporciona a un controlador adecuado u otro componente del
sistema para marcar electrénicamente el OOI de interés en la platina 935 para su examen posterior por el patélogo.
Un conmutador adecuado 830 que puede ser utilizado para este prop6sito es un conmutador micromecanico.

Tal como se muestra en la figura 12, una manera en la que se puede marcar electrénicamente un OOl u otra parte
de una muestra 202 es empujando el segundo controlador giratorio 820 con un dedo indice extendido 620a para
accionar un conmutador asociado 830. En esta realizacién, las funciones de examen estan controladas en parte
mediante movimiento giratorio y no giratorio, es decir, haciendo girar el segundo controlador giratorio 820 para
presentar o desplazarse a través de FOI diferentes, y mediante una fuerza lateral y el pequefio movimiento
resultante que acciona al conmutador 830 para marcar un OOl para su examen posterior.
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Se debe entender que aunque la figura 12 muestra el movimiento visible del segundo controlador giratorio 820, en la
practica, el desplazamiento real del segundo controlador giratorio 820 puede ser significativamente menor. La figura
12 se proporciona en general para mostrar que una fuerza, tal como una fuerza lateral, sobre el segundo controlador
giratorio 820 aplicada mediante el dedo indice 620a puede accionar el conmutador 830 con el propésito de marcar
un OOIl. En una realizacion alternativa, el segundo controlador giratorio 820 y el conmutador 830 pueden estar
configurados de tal modo que se puede conseguir el marcado electrénico de OOl seleccionados mediante la
aplicacion de una fuerza vertical (por ejemplo, una fuerza hacia arriba o hacia abajo) al segundo controlador giratorio
820 para accionar el conmutador 830 y marcar el OOIl. Las figuras 13 a 15 muestran, en mayor detalle, una
realizacién de control de funciones de examen para marcar OOI.

La figura 13 presenta una muestra biolégica 202 unida a un portaobjetos 200 y partes de la muestra 202, u OOI
1302, que han sido identificadas mediante el procesador 321 en base a datos de imagen asociados 318 de la
muestra 202. Los OOI seleccionados 1302 pueden estar organizados en uno o varios FOI 1304. El servidor 321
puede estar configurado para identificar OOl 1302 en base, por ejemplo, al grado de riesgo que ciertas células u OOl
1302 poseen de tener una condicién anormal tal como neoplasia o pre-neoplasia, que se organizan a continuacion
en FOI, por ejemplo, en 2 FOI 1304. La figura 13 muestra dos FOI 1304, pero en la préactica pueden existir 2 FOI
1304 u otras cantidades de FOI 1304 segun sea necesario. Cada FOI 1304 puede incluir uno o varios OOI 1302. En
el ejemplo mostrado, un FOI 1304 incluye los OOl 1302 de nimeros 5 a 8, y otro FOI 1304 incluye los OOI 1302 de
ndmeros 16 a 18.

Las coordenadas del FOI 1304 se proporcionan desde el servidor 320 al microscopio de examen 336, que avanza a
las coordenadas del FOI 1304 identificado en base a la posicion rotacional del segundo controlador giratorio 820 en
lugar de hacerlo en base a un dispositivo de palanca de mando, tal como en ciertos sistemas conocidos de examen
automatizado. Mas particularmente, haciendo referencia a la figura 14, el usuario puede desplazarse a través de los
22 FOI 1304 haciendo girar el segundo controlador giratorio 820 en sentidos horario (CW, clockwise) y antihorario
(CCW, counter clockwise). En el ejemplo mostrado en el que el segundo controlador giratorio 820 esta situado
actualmente para el examen del FOI 1304 numero 15, hacer girar el segundo controlador giratorio 820 en sentido
horario retorna al usuario a través de los FOI anteriores (ANT) 1304, es decir, los FOI 1304 nameros 14, 13, 12 y
sucesivos, mientras que hacer girar el segundo controlador giratorio 820 en sentido antihorario avanza al usuario a
través de los siguientes FOI (SIG) 1304, es decir, los FOI 1304 nimeros 16, 17, 18 y sucesivos. En otra realizacion,
el segundo controlador giratorio 820 esta configurado de tal modo que hacer girar el segundo controlador giratorio
820 en sentido antihorario retorna al usuario a través de los FOI anteriores (ANT) 1304, mientras que hacer girar el
segundo controlador giratorio 820 en sentido horario avanza al usuario a través de los FOI siguientes (SIG) 1304.

Haciendo referencia a las figuras 14 y 15, durante el examen de los 22 FOI 1304, el usuario puede identificar ciertos
OOl 1302 en el interior de uno o varios FOI que deberian ser analizados con mayor atencion. En el ejemplo
mostrado, los FOI 1304 nameros 3 y 16 contienen dichos OOl 1302. Por supuesto, en la préactica, se pueden
identificar varias cantidades de otros OOl 1302 en otros FOI 1304. En este ejemplo particular, cuando el segundo
controlador giratorio 820 se sitia de manera giratoria para ver el FOI 1304 numero 3 (es decir, se gira 12 retenes o
"clics" en sentido antihorario desde la posicion actual mostrada en la figura 14), el usuario puede marcar
electronicamente (M) 1402 un OOI 1302 en este FOI 1304 extendiendo su dedo indice 620a y accionando el
conmutador 830, por ejemplo, tal como se ha descrito anteriormente haciendo referencia a la figura 12. En el
ejemplo mostrado en las figuras 13 y 14, se marca electrénicamente 1402 el OOl 1302 nimero 5 en el interior del
FOI 1304 namero 3. Analogamente, cuando el segundo controlador giratorio 820 se sitla de manera giratoria para
ver el FOI 1304 namero 16 (es decir, se gira un retén o "clic" en sentido antihorario, por ejemplo, desde la posicion
mostrada en la figura 14), el usuario puede marcar electrénicamente (M) 1402 el OOI 1302 nimero 17 en el interior
del FOI 1304 namero 16, de manera similar.

De acuerdo con una realizacion, el segundo controlador giratorio 820 es una rueda de desplazamiento u otro
codificador giratorio, tal como un codificador giratorio mecanico u 6éptico, que incluye una salida en cuadratura para
la direccion que presenta uno de los 22 FOI 1304 en base a la posicion rotacional del segundo controlador giratorio
820, tal como se muestra en la figura 14. Desplazarse a través de los diversos FOI 1304 puede implicar hacer girar
el segundo controlador giratorio 820 menos de 360 grados (por ejemplo, tal como se muestra en la figura 14), en
torno a 360 grados 0 méas de 360 grados. El grado de rotacién del segundo controlador giratorio 820 por cada FOI
1304 que se visualiza puede depender, por ejemplo, del numero de FOI 1304, del diametro del segundo controlador
giratorio 820 y de otras configuraciones del sistema.

La distancia entre el primer y el segundo controladores 810, 820 es lo suficientemente grande como para que el
controlador de la rueda de desplazamiento 820 no interfiera con el primer controlador giratorio 810, pero lo
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suficientemente pequefia como para permitir que un dedo indice extendido 620a manipule el controlador de la rueda
de desplazamiento 820 y se desplace entre los controladores 810, 820. De acuerdo con una realizacion, el segundo
controlador giratorio 820 adopta la forma de una rueda de desplazamiento que tiene un didmetro de
aproximadamente 2,54 cm y una altura de aproximadamente 0,64 cm. El controlador de la rueda de desplazamiento
820 puede estar separado del primer controlador giratorio 810 en aproximadamente 3,81 a 5,08 cm. Estos tamafios
y disposiciones de los componentes facilitan la manipulacion de ambos controladores 810, 820 mientras la mano del
usuario 600 sigue en contacto con el primer controlador 810, y proporcionan un descanso comodo de los dedos para
el usuario cuando el dedo indice 620a esta sustancial o totalmente extendido. Los tamafios y disposiciones de los
componentes del sistema se pueden modificar a conveniencia, por ejemplo, para adaptarse a diferentes tamafios de
la mano.

El controlador de la rueda de desplazamiento 820 puede estar configurado para incluir retenes en sentidos tanto
horario como antihorario a efectos de proporcionar al usuario una retroalimentacion tactil para detectar cuando el
controlador de la rueda de desplazamiento 820 se ha girado a la posicidn siguiente o anterior para ver el FOI
siguiente o anterior 1304. En una realizacion, el controlador de la rueda de desplazamiento 820 puede estar
configurado para incluir de 16 a 32 retenes por revolucion. La magnitud de la fuerza que se requiere para desplazar
o girar el controlador de la rueda de desplazamiento 820 puede ser de aproximadamente 50 a 200 gramos por clic o
retén. Se pueden conseguir funciones de marcado 1402 (por ejemplo, aplicando fuerzas laterales o verticales para
accionar un conmutador 830) utilizando un microconmutador que puede proporcionar una accion de engatillado para
una retroalimentacion tactil. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza necesaria que se debe aplicar a un controlador de
la rueda de desplazamiento 820 para accionar el conmutador 830 puede ser de aproximadamente 50 a 200 gramos,
en base a un accionador del conmutador 830 que recorre 0 se desplaza aproximadamente de 1 a 3mm. Por
supuesto, se pueden implementar realizaciones con otras configuraciones de controlador de la rueda de
desplazamiento 820, y las disposiciones, dimensiones y fuerzas descritas anteriormente se proporcionan como
ejemplos de cdmo se pueden implementar las realizaciones.

Aunque se han mostrado y descrito realizaciones particulares, se debe entender que la descripciéon anterior no
pretende limitar el alcance de estas realizaciones. Se pueden realizar diversos cambios y modificaciones sin
apartarse del alcance de las reivindicaciones.

Por ejemplo, haciendo referencia a la figura 16, aunque se han descrito realizaciones haciendo referencia a un
ejemplo de una estacion de examen 330 y un visualizador de examen 336 mostrados en la figura 3 sin discutir el
enfoque de microscopio 336, las realizaciones pueden estar integradas con microscopios y dispuestas de tal modo
gue una mano del usuario (por ejemplo, la mano izquierda (L)) se dedica a manipular un control de enfoque 160 (por
ejemplo, una posicién "z" de la platina 334), y la otra mano del usuario (por ejemplo, la mano derecha (R)) se dedica
a manipular realizaciones del aparato de control (por ejemplo, 500, 800) para desplazar la platina 334 (en
direcciones "X" e "y") y para controlar funciones de examen, tal como se ha descrito anteriormente. Por lo tanto, con
las realizaciones, un citélogo puede controlar tres funciones diferentes (enfoque, desplazamiento lateral de la platina,
funciones de examen) con dos manos, y sin apartar la vista de las lentes oculares 150 para mantener el enfoque
sobre la muestra 202.

Ademas, haciendo referencia a la figura 17, se pueden implementar realizaciones en varios tipos de sistemas de
formacion de imagenes y examen, de los que un ejemplo es un sistema integrado de microscopio de formacién de
imagenes/examen 1700 que esta configurado para llevar a cabo formacién de imagenes de muestras y para permitir
a un usuario examinar FOI 1304 identificados como resultado de la formacién de imagenes de muestras. Con el
sistema 1700 mostrado en la figura 17, el mismo microscopio puede ser utilizado para la formacion de imagenes y el
examen de muestras bioldgicas individuales, con un portacbjetos 200 cada vez utilizando un ordenador 1710, un
monitor o pantalla 1720 y componentes de control asociados 1730.

Ademas, aunque se describen ciertas realizaciones haciendo referencia a la manipulacion de un segundo
controlador 520, 820 mediante extender sustancial o totalmente el dedo indice de un usuario 620a manteniendo al
mismo tiempo el contacto con un controlador de la platina 510, 810, en realizaciones alternativas se pueden
configurar sistemas tales que un segundo controlador 520, 820 utilizado para controlar funciones de examen puede
estar separado del primer controlador 510, 810 mediante una distancia suficientemente grande como para que el
segundo controlador 520, 820 pueda ser manipulado independientemente por el usuario. Para este propésito, la
distancia D entre el primer y el segundo controladores 810, 820 puede ser de aproximadamente 7,62 a 10,16
centimetros. Por ejemplo, durante la utilizacién, un usuario puede manipular un primer controlador giratorio 810 (por
ejemplo, tal como se muestra en la figura 10), desplazando a continuacién su mano 600 al segundo controlador
giratorio 820, tal como se muestra en la figura 18. Con esta configuracion, el usuario puede manipular el segundo
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controlador giratorio 820 utilizando, por ejemplo, un pulgar 610 y un dedo indice 620a, mientras que la mano del
usuario 600 puede o no contactar con el primer controlador 810.

Ademads, aunque las realizaciones descritas anteriormente se muestran haciendo referencia a las figuras que
presentan el segundo controlador completo 520, 820 siendo accesible por un usuario, por ejemplo, estando al
descubierto el segundo controlador completo 520, 820, en la practica, el segundo controlador 520, 820 puede estar
encerrado o rodeado por una tapa o receptaculo 1900, tal como se muestra en la figura 19. Una rueda de
desplazamiento u otro segundo componente de control adecuado 520, 820 se puede extender a través de una
abertura o ventana del receptaculo 1900 o ser accesible a través de la misma, para su manipulaciéon por medio de la
mano del usuario 600.

Ademas, se debe comprender que las dimensiones particulares de los componentes se proporcionan como ejemplos
de cémo se pueden implementar las realizaciones, y en la practica, las dimensiones y las fuerzas para mover o
accionar ciertos componentes pueden variar. Ademas, aunque se describen realizaciones haciendo referencia a la
extension de un dedo indice 620a para manipular el segundo controlador giratorio 820, se pueden utilizar para este
propdsito otros dedos extendidos y otras cantidades de dedos extendidos, y la mano del usuario puede o no
permanecer en contacto con el primer controlador 510, 810 durante la manipulacién del segundo controlador 520,
820.

Se pueden implementar asimismo realizaciones en varios sistemas de procesamiento de muestras, que pueden
utilizar diferentes cantidades de FOI 1304, o agrupar o identificar de otras maneras partes de muestras u OOI 1302.

Ademas, se pueden implementar asimismo realizaciones en otras aplicaciones y entornos microscopicos. Por
ejemplo, haciendo referencia a las figuras 20A-B, un sistema 2000 puede incluir una estacién de examen 330 (por
ejemplo, tal como se ha descrito anteriormente) que esta acoplada operativamente a un ordenador o componente de
procesamiento 2010 que incluye una visualizacion, pantalla o monitor 2011 y otros componentes conocidos. Aunque
el monitor 2011 se muestra como una parte integrada del ordenador 2010, el monitor 2011 puede asimismo ser un
componente independiente o asociado con el ordenador 2010 de alguna otra manera. Una serie de iconos 2012 se
pueden visualizar en el monitor 2011, y cuando son seleccionados por un usuario, tienen como resultado la
ejecucion de diferentes funciones, que pueden o0 no estar relacionadas con el examen de una muestra utilizando el
visualizador de examen 336.

Durante la utilizacion, un usuario puede extender un dedo indice 620a para manipular el segundo controlador
giratorio 820 a efectos de desplazarse por, o destacar diferentes iconos 2012 mostrados en el monitor 2011.
Después de destacar el icono deseado 2012, el usuario puede seleccionar el icono 2012 para ejecutar la funcion
correspondiente. En una realizacién, un icono 2012 puede representar una parte de la muestra 202 que se puede
marcar destacando o seleccionando el icono correspondiente 2012 utilizando el segundo controlador 520. Para este
proposito, el usuario puede utilizar asimismo un pulsador independiente (no mostrado), raton 1813 u otro dispositivo
adecuado. La seleccion de iconos 2012 utilizando el segundo controlador 520, 820 puede controlar asimismo otras
funciones y servir para otros propésitos. De este modo, un aparato de control 800 adaptado para su utilizacién con
un microscopio de examen 336 se puede utilizar para seleccionar y lanzar algunas otras funciones seleccionando
iconos 2012 utilizando el segundo controlador 520, 820, y las funciones resultantes pueden o no estar relacionadas
con el examen de muestras 202.

Por lo tanto, las realizaciones estan destinadas a abarcar alternativas, modificaciones y equivalentes que caen
dentro del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un microscopio que comprende un aparato para una sola mano (500) para controlar el microscopio
(336), comprendiendo el microscopio:

una platina para muestras (334), y

una estacion de formacion de imagenes (310), que incluye una camara (312) para adquirir imagenes de la muestra
(202) y generar datos de imagen (318), comprendiendo el aparato (500):

una interfaz de control acoplada al microscopio (336) o a la platina (334) (530) que comprende un controlador de la
platina y un controlador de examen,

comprendiendo el controlador de la platina un primer controlador giratorio (510) configurado para su manipulacion
mediante una sola mano (600) de un operario con el fin de ajustar una posicion x, y de la platina del microscopio
(334), donde el enfoque se ajusta mediante el desplazamiento de la platina (334) en la direccion z; y

comprendiendo el controlador de examen un segundo controlador giratorio (520) configurado y dispuesto con
respecto al primer controlador giratorio para su manipulacion mediante un dedo extendido (620a) de dicha Unica
mano para examinar partes identificadas previamente de la muestra, mientras la mano (600) permanece en contacto
con el primer controlador giratorio (510), comprendiendo las funciones de examen del controlador de examen:

desplazarse a través de campos de interés (FOI) identificados previamente en los datos de imagen (318) y
marcar electronicamente un objeto de interés (OOI) en los datos de imagen (318).

2. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 1, en el que el primer controlador giratorio (510) y el
segundo controlador giratorio (520) se extienden sustancialmente en la direccién z con respecto al microscopio
(334).

3. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 1, en el que el primer controlador giratorio y el segundo
controlador giratorio son giratorios alrededor de ejes de rotacion sustancialmente paralelos.

4. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 1, en el que el primer controlador giratorio (510) es un
controlador giratorio coaxial (810) que comprende

un primer elemento de control giratorio (811) configurado para desplazar la platina del microscopio en una primera
direccién, y

un segundo elemento de control giratorio (812) coaxial con el primer elemento de control giratorio (811) y
configurado para desplazar la platina del microscopio (334) en una segunda direccion diferente a la primera
direccion.

5. El aparato (500) acorde con la reivindicacién 4, en el que el primer elemento de control giratorio (811)
esta configurado para su manipulacion mediante un pulgar (610) de dicha Unica mano (600), y el segundo elemento
de control giratorio (812) esta configurado para su manipulacién mediante por lo menos un dedo (620a) de la mano
(600).

6. El aparato (500) acorde con la reivindicacién 5, en el que el segundo controlador giratorio (820) esta
configurado para su manipulacion mediante un dedo extendido diferente a dicho por lo menos un dedo que se utiliza
para la manipulacion del primer controlador giratorio.

7. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 1, en el que el segundo controlador giratorio (820) esta
configurado y dispuesto para su manipulacion mediante un dedo indice extendido (620a) de dicha Unica mano (600),
y en el que el primer controlador giratorio (810) esta configurado ademas para su manipulacién mediante un dedo
indice (620a) de la mano del operario (600) mientras que el dedo indice (620a) no esta extendido.

8. El aparato (500) acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el segundo controlador
giratorio (520) es una rueda de desplazamiento.
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9. El aparato (500) acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende ademas

un conmutador (830) asociado con el segundo controlador giratorio (820) y configurado para ser accionado como
resultado del desplazamiento del segundo controlador giratorio (520) mediante el dedo extendido del operario (620a)
a efectos de marcar electronicamente una parte identificada previamente de la muestra bioldgica (200).

10. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 9, en el que el segundo controlador giratorio (820) y el
conmutador (830) estan configurados de tal modo que el conmutador (830) es accionado mediante uno o ambos de
desplazamiento lateral y desplazamiento vertical del segundo controlador giratorio (820).

11. El aparato (500) acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el segundo controlador
giratorio (820) es un codificador giratorio.

12. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 1, en el que el primer controlador giratorio (510) esta
acoplado al microscopio (336) y situado junto a la platina de muestras (334), estando configurado el primer
controlador giratorio (510) para su manipulacién mediante un pulgar (610) de una sola mano (600) del operario
efectos de desplazar la platina de la muestra (334) en una primera direccion, y en el que el segundo controlador
giratorio (520) esta acoplado al microscopio (336) y situado junto a la platina (334), estando configurado y dispuesto
el segundo controlador giratorio (520) con respecto al primer controlador giratorio (510) para su manipulacién
mediante un segundo dedo extendido (620b) de dicha Gnica mano a efectos de examinar de manera controlable
partes identificadas previamente de una muestra bioldgica (202) mientras dicha Unica mano (600) permanece en
contacto con el primer controlador giratorio (510).

13. El aparato (500) acorde con la reivindicacién 12, en el que el segundo controlador giratorio (520) es
una rueda de desplazamiento configurada y dispuesta para su manipulacién mediante un dedo indice extendido
(620a) de dicha unica mano (600).

14. El aparato (500) acorde con la reivindicacion 12, que comprende ademas

un conmutador (830) asociado con el segundo controlador giratorio (820), estando configurado el conmutador (830)
para ser accionado como resultado del desplazamiento del segundo controlador giratorio (820) mediante el segundo
dedo extendido del operario para marcar una parte identificada previamente de la muestra bioldgica (202).

15. Un microscopio que incluye un aparato segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, incluyendo
ademas el microscopio un control de enfoque (160), estando dedicada dicha Unica mano de un operario a manipular
dicho primer controlador giratorio y dicho segundo controlador giratorio, estando dedicada la otra mano del operario
a manipular dicho control de enfoque.

12
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